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とを定量的に証明している。微小面積領域でのストレス誘起リーク電流の振る舞いを FN 電流式近似すると、 FN パラ




















(4) 微小面積領域でのストレス誘起リーク電流を FN 電流式近似するとパラメータに統計性が現れることが知られて
いる。 (1)の伝導モデルから、その統計性が導出できることを見いだし、 (3)で仮定したトラップ問の電子トンネリ
ングによる電子伝導経路の形成を立証している。
以上のように、本論文は、酸化膜の劣化現象・劣化機構に多くの知見をもたらし、今後の半導体素子の微細化にお
いて重要となる酸化膜信頼性の問題に対して有益な情報を提供するもので、半導体工学・電子工学の発展に貢献する
ところが大きし￥。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
